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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月11日(2015.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の平面画像を取得する平面画像取得手段と、
　測定光を照射した前記被検体からの戻り光と、該測定光に対応する参照光とを合波した
光を分割して得た互いに異なる偏光の光に基づいて、該被検体の偏光状態を示す断層画像
を取得する断層画像取得手段と、
　表示手段に表示された前記偏光状態を示す断層画像上の一部分が指定手段により指定さ
れた場合に前記指定手段により指定された部分に対応する位置を示す位置情報を前記表示
手段に表示された前記平面画像上に表示させる表示制御手段と、を備えたことを特徴とす
る画像処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記平面画像と前記偏光状態を示す断層画像とを並べて前記表示
手段に表示させることを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記指定手段により前記表示手段に表示された前記偏光状態を示
す断層画像上の複数の部分が指定された場合、前記指定手段により指定された複数の部分
に対応する複数の前記位置情報を前記平面画像上に表示させることを特徴とする請求項１
または請求項２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記偏光状態を示す断層画像上の複数の部分が指定された順序に
応じて、前記複数の位置情報を異なる形態で表示させることを特徴とする請求項３記載の
画像処理装置。



(2) JP 2013-165960 A5 2015.7.30

【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記指定手段により前記表示手段に表示された前記偏光状態を示
す断層画像上の複数の部分が指定された場合、前記指定手段により指定された複数の部分
に対応する複数の前記位置情報のうち、前記指定手段により指定された複数の部分のうち
最後に指定された部分に対応する前記位置情報のみを前記平面画像上に表示させることを
特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記平面画像取得手段は、前記断層画像取得手段によって取得された複数の前記偏光状
態を示す断層画像に基づいて前記平面画像を取得することを特徴とする請求項１～５のい
いずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記平面画像取得手段は、光を照射した前記被検体からの戻り光を分割して得た互いに
異なる偏光の光に基づいて、前記被検体の偏光状態を示す平面画像を取得し、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に表示された前記偏光状態を示す断層画像上の一部
分が前記指定手段により指定された場合に前記指定手段により指定された部分に対応する
位置を示す位置情報を前記表示手段に表示された前記被検体の偏光状態を示す平面画像上
に表示させることを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記断層画像取得手段は、前記被検体の偏光状態を示す３次元の断層画像を取得し、
　前記平面画像取得手段は、前記偏光状態を示す３次元の断層画像に基づいて、前記被検
体の偏光状態を示す平面画像を取得し、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に表示された前記偏光状態を示す断層画像上の一部
分が前記指定手段により指定された場合に前記指定手段により指定された部分に対応する
位置を示す位置情報を前記表示手段に表示された前記偏光状態を示す平面画像上に表示さ
せることを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記偏光状態を示す平面画像と前記偏光状態を示す断層画像とを
前記表示手段に並べて表示させることを特徴とする請求項７または８記載の画像処理装置
。
【請求項１０】
　前記平面画像取得手段は、光を照射した前記被検体からの戻り光を分割して得た互いに
異なる偏光の光に基づいて、前記被検体の偏光状態を示す平面画像を取得し
　前記断層画像取得手段は、測定光を照射した前記被検体からの戻り光と、該測定光に対
応する参照光とを合波した光に基づいて、前記被検体の断層輝度画像を取得し、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に表示された前記断層輝度画像上の一部分が指定手
段により指定された場合に前記指定手段により指定された部分に対応する位置を示す位置
情報を前記表示手段に表示された前記偏光状態を示す平面画像上に表示させることを特徴
とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記偏光状態を示す平面画像と前記断層輝度画像とを前記表示手
段に並べて表示させることを特徴とする請求項１０記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記偏光状態を示す断層画像が、リターデーション画像、ＤＯＰＵ画像を含むことを特
徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記偏光状態を示す平面画像が、リターデーション画像、ＤＯＰＵ画像を含むことを特
徴とする請求項７～１１のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記平面画像取得手段は、光を照射した前記被検体からの戻り光を分割して得た互いに
異なる偏光の光に基づいて、前記被検体の平面輝度画像を取得し、
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　前記表示制御手段は、前記表示手段に表示された前記偏光状態を示す断層画像上の一部
分が前記指定手段により指定された場合に前記指定手段により指定された部分に対応する
位置を示す位置情報を前記表示手段に表示された前記平面輝度画像上に表示させることを
特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記表示制御手段は、前記平面輝度画像と前記偏光状態を示す断層画像とを前記表示手
段に並べて表示させることを特徴とする請求項１４記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　被検体の偏光状態を示す平面画像を取得する平面画像取得手段と、
測定光を照射した前記被検体からの戻り光と、該測定光に対応する参照光とを合波した光
に基づいて、前記被検体の断層輝度画像を取得する断層画像取得手段と、
　表示手段に表示された前記断層輝度画像上の一部分が指定手段により指定された場合に
前記指定手段により指定された部分に対応する位置を示す位置情報を前記表示手段に表示
された前記偏光状態を示す平面画像上に表示させる表示制御手段と、を備えたことを特徴
とする画像処理装置。
【請求項１７】
　前記表示制御手段は、前記偏光状態を示す平面画像と前記断層輝度画像とを前記表示手
段に並べて表示させることを特徴とする請求項１０記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記平面画像取得手段は、光を照射した前記被検体からの戻り光を分割して得た互いに
異なる偏光の光に基づいて、前記被検体の偏光状態を示す平面画像を取得することを特徴
とする請求項１６記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　前記断層画像取得手段は、前記測定光を照射した前記被検体からの戻り光と、該測定光
に対応する参照光とを合波した光を分割して得た互いに異なる偏光の光に基づいて、前記
断層輝度画像及び前記被検体の偏光状態を示す３次元の断層画像を取得し、
　前記平面画像取得手段は、前記偏光状態を示す３次元の断層画像に基づいて、前記被検
体の偏光状態を示す平面画像を取得することを特徴とする請求項１６記載の画像処理装置
。
【請求項２０】
　前記被検体は、被検眼であることを特徴とする請求項１～１９のいずれか１項に記載の
画像処理装置。
【請求項２１】
　被検体の平面画像を取得する平面画像取得工程と、
　測定光を照射した前記被検体からの戻り光と、該測定光に対応する参照光とを合波した
光を分割して得た互いに異なる偏光の光に基づいて、該被検体の偏光状態を示す断層画像
を取得する断層画像取得工程と、
　前記平面画像と前記偏光状態を示す断層画像とを表示手段に並べて表示させるとともに
、前記表示手段に表示された前記偏光状態を示す断層画像上の一部分が指定手段により指
定された場合に前記指定手段により指定された部分に対応する前記偏光状態を示す断層画
像上の位置を示す位置情報を前記平面画像上に表示させる表示制御工程と、を有すること
を特徴とする画像処理方法。
【請求項２２】
　被検体の偏光状態を示す平面画像を取得する平面画像取得工程と、
　測定光を照射した前記被検体からの戻り光と、該測定光に対応する参照光とを合波した
光に基づいて、前記被検体の断層輝度画像を取得する断層画像取得工程と、
　表示手段に表示された前記断層輝度画像上の一部分が指定手段により指定された場合に
前記指定手段により指定された部分に対応する位置を示す位置情報を前記表示手段に表示
された前記偏光状態を示す平面画像上に表示させる表示制御工程と、を有することを特徴
とする画像処理方法。
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【請求項２３】
　請求項２１または２２記載の画像処理方法の各工程をコンピュータに実行させることを
特徴とするプログラム。


	header
	written-amendment

